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前 言

    本标准等同采用国际标准ISO 8258:1991《休哈特控制图)))<Shewhart control charts)及其1993年
1号修改单。

    本标准代替GB/T 4091. 1̂ 4091. 9-1983。本标准与GB/T 4091. 1̂ 4091.9-1983相比，重大技

术内容的变化主要有:

    — 内容编排格式不同，将原系列9个标准合并为1个标准;

    — 判别准则的描点排列模式有重大变化，如由原来的7点链改为9点链、原来的7点趋势改为6

点趋势等;

    — 将每种类型常规控制图又分为标准值给定和标准值未给定两种情形，

    — 增加了“过程改进的策略”图;

    — 明确规定了在万图与R图的联合应用中应该首先建立和分析R图。

    本标准的附录A为提示的附录。

    本标准由中国标准研究中心提出。

    本标准由全国统计方法应用标准化技术委员会归口。

    本标准主要起草单位:中国标准研究中心、清华大学经济管理学院、中国科学院数学与系统科学研

究院、机械科学研究院。

    本标准主要起草人:刘文、孙静、马毅林、李勤、肖惠。

    本标准是对GB/T 4091.1-4091. 9-1983((常规控制图》系列标准的第一次修订。本标准于1983年

首次发布 。
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ISO前言

    ISO(国际标准化组织)是由各国标准化团体(ISO成员团体)组成的世界性的联合会。制定国际标

准的工作，通常由ISO的技术委员会完成，各成员团体若对某技术委员会的工作感兴趣，均有权参加该

委员会。与ISO保持联系的各国际组织(官方的或非官方的)也可以参加有关工作。在电工技术标准化

方面，ISO与国际电工委员会(IEC)保持密切合作关系。

    由技术委员会采纳的国际标准草案提交各成员团体投票表决，需取得至少75%参加表决的成员团

体的同意才能作为国际标准正式发布。

    国际标准ISO 8258是由ISO/TC 69统计方法应用技术委员会制定的。

    本国际标准的附录A仅作为提示的附录。
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引 言

      制造业的传统方法有赖于制造产品的生产，有赖于检验最终产品并筛选出不符合规范的产品的质

量控制。这种检验策略通常是浪费和不经济的，因为它是当不合格品产生以后的事后检验。而建立一种

避免浪费、首先就不生产无用产品的预防策略则更为有效。这可以通过收集过程信息并加以分析，从而

对过程本身采取行动来实现。

    控制图是一种将显著性统计原理应用于控制生产过程的图形方法，由休哈特(Walter Shewhart)博

士于1924年首先提出。控制图理论认为存在两种变异。第一种变异为随机变异，由“偶然原因”(又称为

“一般原因”)造成。这种变异是由种种始终存在的、且不易识别的原因所造成，其中每一种原因的影响只

构成总变异的一个很小的分量，而且无一构成显著的分量。然而，所有这些不可识别的偶然原因的影响

总和是可度量的，并假定为过程所固有。消除或纠正这些偶然原因，需要管理决策来配置资源，以改进过

程和系统 。

    第二种变异表征过程中实际的改变。这种改变可归因于某些可识别的、非过程所固有的、并且至少

在理论上可加以消除的原因。这些可识别的原因称为“可查明原因”或“特殊原因”。它们可以归结为原

材料不均匀、工具破损、工艺或操作的问题、制造或检测设备的性能不稳定等等。

    利用从可重复过程所得到的数据，控制图有助于检测出变差的异常模式，并提供统计失控的检验准

则。当过程变异仅由偶然原因造成时，过程处于统计控制状态。这种变差的可接受水平一经确定，则对

此水平的任何偏离都假定由可查明原因造成，对这些可查明原因应加以识别、消除或减轻。

    统计过程控制的目的，就是要建立并保持过程处于可接受的并且稳定的水平，以确保产品和服务符

合规定的要求。要做到这一点，所应用的主要统计工具就是控制图。控制图是一种图形方法，它给出表

征过程当前状态的样本序列的信息，并将这些信息与考虑了过程固有变异后所建立的控制限进行对比。

控制图法首先用来帮助评估一个过程是否已达到、或继续保持在具有适当规定水平的统计控制状态，然

后用来帮助在生产过程中，通过保持连续的产品质量记录，来获得并保持对重要产品或服务的特性的控

制与高度一致性。应用控制图并仔细分析控制图，可以更好地了解和改进过程。
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常 规 控 制 图
代替GB/T 4091.1̂ 4091.9-1983

Shewhart control charts

范围

    本标准提供了使用与了解用于过程统计控制的常规控制图(又称休哈特控制图)法的指南。

    本标准仅适用于应用常规控制图体系的统计过程控制方法。简单介绍了某些与常规控制图一致的

补充资料，例如警戒限的应用、趋势模式的分析和过程能力等。另外还有一些控制图方法，它们的一般描

述可参见GB/T 17989.

2 符号

。 子组大小。单个子组中子组观测值的个数

k 子组数

X 质量特性的观测值(可用X� X2, X,⋯表示单个观测值)，有时用其他符号。例如Y

        来代替X

X 子组平均值

X 子组平均值的平均值

产 过程均值的真值

M, 子组中位数。对于一组升序或降序排列的n个子组观测值X，XZ，⋯，X。，当n为

        奇数时，中位数等于该组数中间的那个数;当n为偶数时，中位数等于该组数中间

        两个数的平均值

Me 子组中位数的平均值

R 子组极差。子组观测值中的极大值与极小值之差

注 1:在单值图情况下，R代表移动极差，即两个相邻观侧值的差值的绝对值，如，IX,-X, I I IX,-X,卜等等.

R 子组极差的平均值

: 子组标准差

                一了E (X;-X)2n-1
‘ 子组标准差的平均值

。 组内过程标准差的真值

0 组内过程标准差的估计值

p 子组不合格品率

        p=子组中的不合格品数/子组大小

p 所有子组不合格品率的平均值

        v=所有子组中的不合格品数/被检产品总数

国家质f技术监督局 2001一03一07批准 2001一09一01 Oz施

                        1
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子组不合格品数

子组不合格数

所有子组不合格数的平均值

子组单位产品不合格数

所有子组单位产品不合格数的平均值

u=所有产品的不合格数/被检产品总数

常规控制圈的性质

    常规控制图要求从过程中以近似等间隔抽取的数据。此间隔可以用时间来定义(例如:每小时)或者

用数量来定义(例如:每批)。通常，这样抽取的子组在过程控制中称为子组，每个子组由具有相同可测量

单位和相同子组大小的同一产品或服务所组成。从每一子组得到一个或多个子组特性，如子组平均值

X、子组极差R或标准差，。常规控制图就是给定的子组特性值与子组号对应的一种图形，它包含一条中

心线((CL)，作为所点绘特性的基准值。在评定过程是否处于统计控制状态时，此基准值通常为所考察数

据的平均值。对于过程控制，此基准值通常为产品规范中所规定特性的长期值，或者是基于过程以往经

验所点绘特性的标称值，或者是产品或服务的隐含目标值。控制图还包含由统计方法确定两条控制限，

位于中心线的各一侧，称为上控制限(UCL)和下控制限(LCL)，参见图1,

上控制限 (UCL)

中心线 (CL)

下控制限 (LCL) 一

                                    图 1 控制图的示意图

    常规控制图的控制限分别位于中心线两侧的3a距离处。其中，为所点绘统计量的总体组内标准差。

组内变异是用来度量随机变差的，。可用子组标准差或子组极差的适当倍数进行估计。。的这种度量不

包括组间变差，仅包括组内变差。3。控制限表明，若过程处于统计控制状态，则大约有99.7%的子组值

将落在控制界限之内。换句话说，当过程受控时，大约有。.3%的风险，或每点绘1 000次中平均有3次，

描点会落在上控制限或下控制限之外。这里使用“大约”这个词，是因为如果对基本假定(例如对数据分

布形式的假定)有偏离，将会影响此概率数值。

    应该注意，有些专业人员宁愿采用 3.09来代替3，以使标称概率值为0.2%，或平均每100。次中有

两次虚报17。但是休哈特不主张采用精确概率值而选择了系数3。同样地，某些专业人员对非正态分布的
控制图采用真实的概率值，例如极差图、不合格品率图等。但是休哈特为了强调经验解释，常规控制图仍

采用士3。控制限，而不采用概率值控制限。

    描点超出控制限确实是由偶然事件引起而非真实信号的可能性被定得很小，因此当一个点超出控

制限时，就应采取某种行动，故3。控制限有时也称为“行动限”。

    许多场合，在控制图上另外加上2。控制限是有益的。这样，任何落在2。界限外的子组值都可作为

失控状态即将来临的一个警示信号，因此，2。控制限有时也称作“警戒限”。

    应用控制图时可能发生两种类型的错误。第一种错误称作第一类错误。这是当所涉及的过程仍然

采用说明

月这里，ISO 8258;1991国际标准为“一次虚报”有误，本标准更正为“两次虚报”
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处于受控状态，但有某点由于偶然原因落在控制限之外，而得出过程失控的结论时所发生的错误。此类

错误将导致对本不存在的问题而去无谓寻找原因而增加费用。

    第二种错误称作第二类错误。当所涉及的过程失控，但所产生的点由于偶然原因仍落在控制限之

内，而得出过程仍处受控状态的错误结论。此时由于未检测出不合格品的增加而造成损失。第二类错误

的风险是以下三项因素的函数:控制限的间隔宽度、过程失控的程度以及子组大小。上述三项因素的性

质决定了对于第二类错误的风险大小只能作出一般估计。

    常规控制图仅考虑了第一类错误，对于3。控制限而言，发生这类错误的可能性为。.3%。由于在给

定情形下，对于第二类错误的损失作出有意义的估计通常是不实际的，而且任意选择一个较小的子组大

小(例如4或5)也很方便，故采用3a控制限，并将注意力集中于控制和改进过程本身的性能，是适宜且

可行的。

    当过程处于统计控制状态时，控制图提供了一种连续检验统计原假设的方法，该统计原假设为过程

未发生变化并保持于统计控制状态。由于通常不预先确定过程特性对于有关目标值的具体偏离情况，加

之第二类错误的风险，以及未根据满足适当的风险水平来确定子组大小等原因，故常规控制图不应在假

设检验的意义上加以研究(参见ISO 7966和GB/T 17989),常规控制图强调的是控制图用于识别偏离

过程“受控状态”的经验有效性，而非强调其概率解释。某些使用者确实在认真研究控制图的操作特性曲

线，将其作为一种手段进行假设检验解释。

    当一个描点值落在任一控制限之外，或一系列描点值反映出如第7章中所述的异常模式，则统计控

制状态不再被接受。此情形一旦发生，就应开始进行调研以确定可查明原因，过程可能被终止或进行调

整 一旦可查明原因被确认并消除，则过程恢复受控状态，随时可以继续。如上所述，对于第一类错误，

在极少的情况下，可能找不到可查明原因，于是必须作出结论:虽然过程处于受控状态，但是某个偶然原

因造成了描点落在控制限之外，这表明一种非常罕见的事件发生了。

    当为某过程最初建立控制图时，常常会发现此过程当时未处于受控状态。根据这种失控过程的数据

计算出的控制限将会导致错误的结论，因为这些控制限的间距太大。为此，在固定的控制图参数建立之

前，总是有必要将过程调整到统计控制状态。下列各章将讨论为某过程建立控制图的方法。

4 常规控制图的类型

    常规控制图主要有两种类型:计量控制图和计数控制图。每一种类型的控制图又有两种不同的情

形 :

    a)标准值未给定;

    b)标准值给定。

    标准值即为规定的要求或目标值(见表1、表3和表5的注)。

4.1 标准值未给定情形的控制图

    这种控制图的目的是发现所点绘特性(如X,R或任何其他统计量)观测值本身的变差是否显著大

于仅由偶然原因造成的变差。这种控制图完全基于子组数据，用来检测非偶然原因造成的那些变差。

4.2 标准值给定情形的控制图

    这种控制图的目的是确定若干个子组的X等特性的观测值与其对应的标准值X}(或产。)之差，是

否显著大于仅由预期的偶然原因造成的差异，其中每个子组的。值相同 标准值给定情形的控制图与标

准值未给定情形的控制图之间的差别，在于有关过程中心位置与变差的附加要求不同。标准值可以基于

通过使用无先验信息或无规定标准值的控制图而获得的经验来确定，也可以基于通过考虑服务的需要

和生产的费用而建立的经济值来确定，或可以是由产品规范指定的标称值

    更适宜地，应通过调查被认为代表所有未来数据特征的预备数据来确定标准值。为控制图的有效运

作，标准值应该与过程固有变异相一致。墓于这类标准值的控制图，特别应用于制造业的过程控制，并使

产 品的一致性保 持在期 望的水平。
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4.3 计量控制图和计数控制图的类型

    考虑以下类型的控制图:

    a)计量控制图

      1)平均值(X)图与极差(R)或标准差(，)图;

      2)单值(X)图与移动极差〔R)图;

      3)中位数(Me)图与极差(R)图;

    b)计数控制图

      1)不合格品率(p)图或不合格品数((np)图;
      2)不合格数(。)图或单位产品不合格数(u)图

计t控 制图

    计量数据是指对于所考察子组中每一个单位产品的特性值的数值大小进行测量与记录所得到的观

测值，例如以米(m)表示的长度，以欧姆(11)表示的电阻，以分贝((dB)表示的噪声等。计量控制图(尤其

是其最常用的类型,X与R图)代表了控制图对过程控制的典型应用。

    计量控制图由于以下几个原因而特别有用:

    a)大多数的过程及其输出具有可计量的特性，所以计量控制图的潜在应用广泛。

    b)一个计量值较之简单的“是一否”的表述包含更多的信息。

    c)可不考虑规范来分析过程的性能。控制图从过程自身出发，并给出对过程性能的独立的描述。因

此，有的控制图可以与规范比较，而有的却不可以。

    d)虽然获得一个计量数据通常要比获得一个“是一否”的计数数据的费用更高，但计量数据的子组

大小几乎总是比计数数据的子组要小得多，故更为有效。在一些情况下，这有助于减少总检验费用，并缩

短零件生产与采取纠正措施之间的时间间隔。

    本标准假定所有计量控制图的子组内变异服从正态(高斯)分布，偏离这一假定将影响控制图的性

能。利用正态性的假设，推导出计算控制限的一些系数。由于大多数控制限是用来作出决策的经验指南，

故有理由认为，对正态性的小偏离应该不会造成重大的影响。总之，由于中心极限定理，平均值总会趋向

于正态分布，即使单个观测值不服从正态分布时也是如此。因此，对于X控制图而言，即使用于评估控

制的子组大小仅为4或5,假定其正态性也是合理的。当出于研究过程能力的目的处理单个观测值时，

其分布的真实形式很重要 定期检查正态性假设的持续有效性是明智的，尤其是要确保只使用单一总体

的数据。应该注意，极差和标准差的分布并不是正态的，尽管在为计算控制限估计常数时，对极差和标准

差的分布作了近似正态性的假设，这种假设对于经验决策程序而言还是令人满意的

5.1 均值(X)图与极差(R)或标准差(，)图

    计量控制图可以同时利用离散程度(产品件间变异)和位置(过程平均)去描述过程的数据。正由于

这一点，计量控制图几乎总是成对地绘制并加以分析:其中，一张是关于位置的控制图，一张是关于离散

程度的控制图。最常用的一对即了与R图。表1与表2分别给出了计量控制图的控制限公式和系数。

                                表 1 常规计量控 制图控 制限公式

统计量

标准值未给定 标准值给定

中心线 UCL与LCL 中心线 UCL与LCL

X

尺

古

X

R

s

X +A 万 式 X + A,s X。或 P

R。或d,,,

s。或。价

X 士Aao

D,ao,D,a�

B,,。,B,,,

U天、D尺

B,,, B,s

注:X�, R� s- 1e和as为给定的标准值。
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表 2 计量控制图计算控制线的系数表

子组中观

测值个数

        刀

控制限系数 中心线系数

A A, A, B3 B, B, Bs D, D, D3 D, C 1/C, d3 1/d,

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

夕 121 1.880

1. 023

0. 729

0. 577

0. 483

0.419

0. 373

0. 337

0.308

0.285

0.266

0. 249

0.235

0.223

0.212

0.203

0. 194

0. 187

0.180

0.173

0.167

0. 162

0. 157

0. 153

2. 659

1. 954

1. 628

1.427

1.287

1.182

1.099

1.032

0. 975

0. 927

0.886

0. 850

0.817

0.789

0. 763

0. 739

0.718

0. 698

0.680

0. 663

0. 647

0. 633

0. 619

0. 606

0.000

0.000

0.000

0.000

0. 030

0. 118

0.185

0.239

0.284

0.321

0. 354

0.382

0. 406

0. 428

0. 448

0. 466

0. 482

0. 497

0.510

n " z

3.267

2. 568

2. 266

2.089

1.970

1.882

1.815

1.761

1. 716

1. 679

1. 646

1.618

1. 594

1. 572

1. 552

1. 534

1. 518

1. 503

1.490

1.477

1. 466

1.455

1.445

1.435

0.000

0.000

0.000

0.000

0.029

0. 113

0. 179

0. 232

0. 276

0.313

0.346

0.374

0. 399

0.421

0.440

0.458

0. 475

0.490

0.504

0. 516

0.528

0.539

0.549

0. 559

2. 606

2.276

2.088

1. 964

1.874

1.806

1.751

1.707

1.669

1. 637

1.610

1. 585

1. 563

1.544

1. 526

1. 511

1. 496

1. 483

1.470

1.459

1.448

1. 438

1. 429

1.420

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0. 204

0. 388

0. 547

0. 687

0.811

0. 922

1. 025

1.118

1. 203

1 ， 只 ，

3. 686

4. 358

4. 698

4.918

5. 078

5.204

5. 306

5. 393

5. 469

5.535

5.594

5. 647

5. 696

5. 741

哎 ， Q 9

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.076

0. 136

0. 184

n 992

3. 267

2. 574

? 夕R夕

0. 797 9

0. 886 2

0. 921 3

0.940 0

0. 951 5

0.959 4

0. 965 0

0. 969 3

0. 972 7

0. 975 4

0. 977 6

0. 979 4

0.981 0

0. 982 3

0. 983 5

0. 984 5

0. 985 4

0.986 2

0. 986 9

0. 987 6

0. 988 2

0. 988 7

0_9R9 2

1. 253 3

1. 128 4

1. 085 4

1. 063 8

1. 051 0

1.042 3

1.036 3

1.031 7

1. 028 1

1.025 2

1.022 9

1.021 0

1.019 4

1.018 0

1. 016 8

1. 015 7

1. 014 8

1.014 0

1. 013 3

1. 012 6

1. 011 9

1. 011 4

L nin o

1.128

1. 693

2.059

2. 326

2. 534

2. 704

2.847

2. 970

3.078

3. 173

3. 258

3. 336

3.407

3.472

3. 532

3. 588

3.640

3. 689

3. 735

3. 778

3.819

3.858

3.895

3.931

0. 886 5

0. 590 7

0. 485 7

0. 429 9

0. 394 6

0. 369 8

0. 351 2

0. 336 7

0.324 9

0.315 2

0. 306 9

0. 299 8

0. 293 5

0. 288 0

0. 283 1

0. 278 7

0. 274 7

0.271 1

0.267 7

0. 264 7

0. 261 8

0. 259 2

0. 256 7

0. 254 4

1.732

1.500

1.342

1. 225

1. 134

1.061

1.000

0. 949

0. 905

0. 866

0. 832

0. 802

0. 775

0. 750

0.728

0. 707

0.688

0. 671

0. 655

0.640

0. 626

0. 612

0.600

2.114

2.004

1. 924

1.864

1.816

1. 777

1. 744

1. 717

1. 693

1. 672

1. 653

1. 637

1. 622

1.608

1. 597

1. 585

1. 575

1. 566

1.557

1. 548

1. 541

、产 . 月 .曰 七产

0.256

0. 283

0. 307

0. 328

0. 347

0. 363

0.378

0.391

0.403

0. 415

0. 425

0. 434

0. 443

0.451

0.459

4 . ‘ U ‘

1.356

1.424

1.487

1. 549

1. 605

1. 659

1. 710

1. 759

1.806

U . 汀 口 月J

5. 820

5. 856

5.891

5. 921

5. 951

5. 979

6. 006

6. 031

6. 056

、 、J ‘目 ，夕

0. 534

0. 545

0. 555

0. 565 0. 989 61.010 5

资料来源:ASTM,Philadelphia,PA,USA.

5.2 单值(x)控制图

    在某些过程控制情形下，取得合理的子组或者不可能或者不实际。由于测量单个观测值所需要的时

间太长或费用太大，所以不能考虑重复观测。当测量很昂贵(例如破坏性试验)或者当任一时刻的输出都

相对均匀时，即出现上述典型情形。其他还有一些情形只有一个可能的数值，例如仪表读数或一批输人

原材料的性质，在这些情况下，需要基于单个读数进行过程控制。

    在单值控制图情形下，由于没有合理子组来提供批内变异的估计，故控制限就基于经常为两个观测

值的移动极差所提供的变差来进行计算。移动极差就是在一个序列中相邻两个观测值之间的绝对差，即

第一个观测值与第二个观测值的绝对差，然后第二个观测值与第三个观测值的绝对差，如此等等。从移

动极差可以计算出平均移动极差(Iz)，然后用于建立控制图。同样，从整个数据可算出总平均值(x)。表

3给出了单值控制图的控制限公式

    对于单值控制图应注意下列各点:

    a)单值控制图对过程变化的反应不如x和R图那么灵敏。

    b)若过程的分布不是正态的，则对于单值控制图的解释应特别慎重。
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    c)单值控制图并不辨析过程的件间重复性，故在一些应用中，采用子组大小较小((2至4)的X与R

控制图可能会更好，即使要求子组之间有更长的间隔时间。

                                表 3 单值控制图的控制限公式

统计量
标准值未给定 标准值给定

中心线 UCL与LCL 中心线 UCL与 LCL

  单值 X

移动极差 R
X
R

X士E,R

D,R,D,R

X。或 k

R。或 d,,.

X。士3,o

D,O。,D,u,

注

1  x-Ro,p和。。为给定的标准值。

2 哀表示 rs=2时观测值的平均移动极差

3 系数d,,D}.D�D,,D;以及 E,(=3/d,)由表2中，=2行查得

5.3 中位数(d4)控制图

    对于具有计量数据的过程控制，中位数图是另一种可以替代X与R图的控制图。由中位数图获得

的结论与X与R图相似且具有某些优点。它们易于使用，计算较少。这点可以增加现场操作人员对控

制图法的接受程度。由于对单个数据(象中位数一样)进行了描点，中位数图表明了过程输出的离散程

度，并给出过程变差的一种动态描述。

    中位数图的控制限可以用两种方法进行计算:利用子组中位数的中位数和极差的中位数;或者利用

子组中位数的平均值和极差的平均值。后一种方法更简易方便，故本标准采用这种方法。

    控制限的计算如下所述。

3.1 中位数图

  中心线=Me=子组中位数的平均值
UCL.,=M,+ AX

LCLMr=M,一AX

中位数图的建立方法与5. 1中的叉和R图相同。

常数A;的值见表4,

应该注意，具有3。控制限的中位数控制图对于失控状况的反应比X图要慢。
                                    表 4  A‘的值

1.88 FO   I   0.69 55   I   0.51 } 0. 43 一 0. 41 } 0.36

2 极差图

中心线二R=所有子组的R值的平均值

UCI.R=D反

LCLR二D,,R

常数 D 和 D 的值 见表 20

6 计t控制图的控制程序与解释

    常规控制图体系规定，若过程的产品件间变异和过程平均在当前水平(分别由R, X估计得出)下

保持不变，则单个的子组极差(R)以及平均值(X)将仅由偶然因素引起变化，极少超出控制限。换言之，

除了可能会由于偶然原因发生而引起的变化外，数据将不呈现某种明显的变化趋势或模式。

    X控制图显示过程平均的中心位置，并表明过程的稳定性。X图从平均值的角度揭示组间不希望

出现的变差。R控制图则揭示组内不希望出现的变差，它是所考察过程的变异大小的一种指示器，也是
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过程一致性或均匀性的一个度量。若组内变差基本不变，则R图表明过程保持统计控制状态，这种情况

仅当所有子组受到相同处理时才会发生。若R图表明过程不保持统计控制状态，或R值增大，这表示可

能不同的子组受到了不同的处理，或是若干个不同的系统因素正在对过程起作用。

    R控制图的失控状态也会影响到X图。由于无论是对子组极差还是对子组平均的解释能力都依赖

于件间变异的估计，故应首先分析R图。应遵守下列控制程序:

6.1 收集与分析数据，计算平均值与极差。

6.2 首先点绘R图。与控制限进行对比，检查数据点是否有失控点，或有无异常的模式或趋势。对于极

差数据中关于可查明原因的每一个征兆，分析过程的运行，以便找出原因，进行纠正，并防止它再次出

现 。

6.3 剔除所有受到某种已识别的可查明原因影响的子组;然后重新计算并点绘新的平均极差(R)和控

制限。当与新控制限进行比较时，要确认是否所有的点都显示为统计控制状态，如有必要，重复“识别一

纠正一重新计算”程序。

6.4 若根据已识别的可查明原因，从R图中剔除了任何一个子组，则也应该将它从灭控制图中除去。

应利用修正过的R和X值重新计算平均值的试用控制限X士A2Ro
    注2:排除显示失控状态的子组并不意味着“扔掉坏数据”。更确切地说，通过剔除受到已知可查明原因影响的点，可

          以更好地估计偶然原因所造成变差的背景水平。这样做，同样也为那些用来最有效地检测出未来所发生变差

          的可查明原因的控制限提供最适宜的基础

6.5 当极差控制图表明过程处于统计控制状态时，则认为过程的离散程度(组内变差)是稳定的。然后

就可以对平均值进行分析，以确定过程的位置是否随时间而变动。

6.6 点绘X控制图，与控制限比较，检验数据点是否有失控点，或有无异常的模式或趋势。与R控制图

一样，分析任何失控的状况，然后采取纠正措施和预防措施。剔除任何已找到可查明原因的失控点;重新

计算并点绘新的过程平均值(X)和控制限。当与新的控制限进行比较时，要确认所有数据点是否都显

示为统计控制状态，如有必要，重复“识别一纠正一重新计算”程序。

6.7 当用来建立控制限基准值的初始数据全部包含在试用控制限内时，则在未来时段内延长当前时段

的控制限。这些控制限将用于当前过程的控制，责任人(操作者或监督者)将对X图或R图中任何失控

状态的信号作出反应，并采取即时的行动。

7 变差的可查明原因的模式检验

    图2给出了一组用于解释常规控制图的八个模式检验示意图。这些检验的更为完整的讨论参见参

考文献[5口和[6],

    虽然上述模式检验可以作为一组基本的检验，但是分析者还应留意任何可能表明过程受到特殊原

因影响的独特模式。因此，每当出现可查明原因的征兆时，这些检验就应该仅仅看作是采取行动的实用

规则。这些检验中所规定的任何情形的发生都表明已出现变差的可查明原因，必须加以诊断和纠正。

    上下控制限分别位于中心线之上与之下的3。距离处。为了应用上述检验，将控制图等分为6个区，

每个区宽to。这6个区的标号分别为A,B,C,C,B,A，两个A区,B区及C区都关于中心线对称。这些

检验适用于了图和单值(X)图。这里假定质量特性X的观测值服从正态分布。



GB/T 4091-2001

U C I,

LCL

UCL

A

B

C

C ‘、丫.、. 户.今、.
B 丫 一 X
A

检脸1:1个点落在人区以外 检验2:连续9点落在中心线同一侧

U C L

检魏3:连续6点递增或递减 植验4:连续14点中相邻点交替上下
LcL

UCL

T价1

检脸5:连续3点中有2点落在中心线同一侧的B区以外
枪脸6:连续5点中有4点落在中心线同一侧的C区以外

U Cl, UCL

检验9:连续15点落在中u线两侧的C区内 位验8:连续8点落在中心线两铭且无一在C区内

                        图2 可查明原因的检验1〕

a 过程控 制与过程能力

    过程控制系统的功能就是当变差异常的可查明原因出现时发出统计信号。通过持续的努力，系统地

消除引起变差异常的可查明原因，最终使过程进人统计控制状态。一旦过程在统计控制状态下运行，过

程的性能就可预测，并且过程满足规范的能力就能够加以评估。

    过程能力决定于由一般原因引起的总变差，即消除所有可查明原因后所能达到的最小变差。过程能

力反映了当过程处于统计控制状态时所表现出来的过程自身的性能。既然如此，在评估过程能力之前，

首先必须将过程调整到统计控制状态。即，只有在X和R图都达到统计控制状态后，才能开始评估过程

能力;也就是说，这时特殊原因已经被识别、分析、纠正、防止再出现，并且当前的控制图已经反映出过程

处于统计控制状态，最好通过至少25个以往子组来表明这一点。通常，将过程输出的分布与工程规范进

行比较，以确定过程是否能够一致性地满足这些规范。

    采 用说明:

    1] ISO 8258:1991国际标准图 2中，模式检验示意图检验6的第二组点子第6点标示为失控点有误，本标准已更正

        为第 5点标示为失控点
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    过程能力通常是由过程能力指数PCI(或c�)来度量，其公式如下:

                                    规定的容差 UTL一LTL
                                      PCI= — = —

                                  过程离散程度 6a

式中:UTL— 上容差限;

      LTL— 下容差限;

        a— 通过平均组内变差来估计，由s/c;或R/d:给出。

    PCI值小于1表示过程不满足规范要求，过程能力不足;PCI =1则意味着过程刚好满足规范要求，

过程能力刚刚够。在实际工作中，通常取PCI=1. 33为最小可接受值，因为总存在一些抽样误差，而且

不可能存在永远完全处于统计控制状态的过程。

    但是，必须注意，PCI仅度量了容差限与过程离散程度之间的关系;而未考虑过程的位置或集中中

心的情况。即使PCI值很高，也可能有一定比率的数值超出规范限。为此，考虑过程平均值与最近的规

定限之间的间距是重要的。关于这个问题更深人的探讨超出了本标准的范围。

    根据上述讨论，图3所示的程序可作为过程控制和改进的主要步骤的图解指南。

9 计数控制图

    计数数据表示通过记录所考察的子组中每个个体是否具有某种特性(或特征)，计算具有该特性的

个体的数量，或记录一个单位产品、一组产品、或一定面积内此种事件发生的次数所获得的观测值。通

常，计数数据的获得快速而经济，并且常常不需要专门的收集技术。表s给出了计数控制图的控制限公

式

                                    图3 过程改进的策略

    在计量控制图情形下，按通常惯例采用一对控制图，其中一张用于控制平均值，另一张用于控制离

散。上述作法是必要的，因为计量控制图基于正态分布，而正态分布取决于上述两个参数。在计数控制

图情形下则不同，所假定的分布只有一个独立的参数，即平均值水平，故用一张控制图就足够了。P图和
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np图基于二项分布，而c图和u图则基于泊松分布。

                              表5 常规计数控制图的控制限公式

统计量
标准值未给定 标准值给定

中心线 3a控制限 中心线 3,控制限

P

np

c

双

P

nP

  c

u

万士3了声0一多)/n

n多士3了，万0一万)

    1f3、厅

  of3、忆不

Po

npo

f0

ua

p。士3了Pa 0 -Po) /n

np。士3了nP。(1一户。)npo Q -PO

    。士3v c.

    u。士3石兀不

注:P.".P.",。和、。I歹给定的标准值

    这些控制图的计算是类似的 但子组大小发生变化时情况将有所不同。当子组大小为常数，同一组

控制限可用于每一个子组;当子组大小发生变化，则每一个子组都需要计算出各自的控制限。因此，np

图和。图可以用于子组大小为常数的情形，而p图和u图可用于上述两种情形。

    若子组大小随子组不同而发生变化，则对于每个子组都要计算出各自单独的控制限。子组大小越

小，控制域就越宽;反之亦然。如果子组大小变化不大，则可采用单一的基于平均子组大小的一组控制

限。实际中，当子组大小的变化在子组大小目标值的士25%以内时，可采用上述方法

    当子组大小变化较大时，可采用另一种利用标准化变量的方法。例如，不点绘p值，而改为点绘标

准化值2;根据p的标准值是否给定，有:

p 一 Po

丫Po(1一Po)/n
(p。给定)

p一 p

丫p(1一n>/n
(户。未给定)

    这样，中心线和控制限如下所示成为常数，而与子组大小无关:

    中心线 一。

      UCL 二 3

    LCL= 一3

    p图用来确定在一段时间内所提交的平均不合格品百分数 该平均值的任何变化都会引起过程操

作人员和管理者的注意op图判断过程是否处于统计控制状态的判断方法与叉和R控制图相同。若所
有子组点都落在试用控制限之内，并且也未呈现出可查明原因的任何迹象，则称此过程处于统计控制状

态。在这种情形下，取平均不合格品率p为不合格品率p的标准值，记为p-

10 开始建立控制图之前的预备工作

10.1 质量特性的选择

    在选择控制方案所需的质量特性时，通常应将影响生产或服务性能的特性作为首选对象。所选择的

质量特性可以是所提供服务的特征，或者是所用材料或产品零部件以及提供给购买者的成品的特征。凡

控制图有助于及时提供过程信息 以使过程得到纠正并能生产出更好的产品或服务的场合，首先应该采

用统计控制方法。所选择的质量特性应对产品或服务的质量具有决定性的影响，并能保证过程的稳定

性。

10.2 生产过程的分析

    应详细分析生产过程以确定下列各点:

    a)引起过程异常的原因的种类与位置;

    10
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    b)设定规范的影响;

    。)检验的方法与位置;

    d)所有可能影响生产过程的其他有关因素，

    还应作出分析以确定生产过程的稳定性、生产与检验设备的准确度、所生产产品或服务的质量、以

及不合格的类型与其原因之间的相关性模式。必要时，对生产运作的状况和产品质量提出要求，以便作
出安排去调整生产过程与设备，并设计生产过程的统计控制方案。这将有助于确认建立控制的最佳位

置，迅速查明生产过程中的任何不正常因素，以便迅速采取纠正措施。

10.3 合理子组的选择

    控制图的基础是休哈特关于将观测值划分为所谓“合理子组”的中心思想;即将所考察的观测值划
分为一些子组，使得组内变差可认为仅由偶然原因造成，而组间的任何差异可以是由控制图所欲检测的

可查明原因造成。

    合理子组的划分有赖于某些技术知识、对生产状况的熟悉程度和获取数据的条件。如果方便 可根

据时间或来源来确定子组，这样可能更容易地追踪与纠正产生问题的具体原因。按收集观测值的顺序所

给出的检验和试验记录，提供了根据时间划分子组的基础。由于在制造业中保持生产原因系统随时间恒

定不变很重要，故根据时间划分子组的作法在制造业中通常有用。

    应该始终记住，如果在计划收集数据时就注重样本的选取，使得从每个子组取得的数据都可以适当

地处理为一个单独的合理子组，那么分析工作将大为简便;并且应以此种方式确定子组使得这一点成为
可能。此外，在尽可能的范围内、应保持子组大小n不变，以避免繁琐的计算和解释。当然，应该注意、常

规控制图原理对于n变化的情形也同样适用。

10.4 子组频数与子组大小

    关于子组频数或子组大小，无法制定通用的规则。子组频数可能决定于取样和分析样本的费用，而

子组大小则可能决定于一些实际的考虑。例如，低频率长间隔抽取的大子组，可以更准确地检测出过程

平均中的小偏移。而高频率短间隔地抽取的小子组，则能更迅速地检测出大偏移。通常，子组大小取为4

或5，而抽样频数，一般在初期时高，一旦达到统计控制状态后就低。通常认为，对于初步估计而言，抽取

大小为4或5的20̂ -25个子组就足够了。

    值得注意的是，抽样频数、统计控制和过程能力需要统一加以考虑。理由如下:平均极差R常常用

于估计。。随着在一个子组中抽样的时间间隔加长，变差来源的数目也会增加。因此，在一个子组内若抽
样时间延长，将使R也即a的估计值增大、加宽控制限范围，从而降低过程能力指数 反之，连续的逐个

抽样将给出较小的R值和。的估计值，虽然有可能增加过程能力，但统计控制状态将很难达到。

10,5 预备数据的收集

    在确定了要控制的质量特性以及子组的子组抽样频数和子组大小以后，就必须收集和分析一些原

始的检验数据和测量结果，以便能够提供初始的控制图数值，这是为确定绘于控制图上的中心线与控制

限所需要的。预备数据可以从一个连续运作的生产过程中逐个子组地进行收集，直到获得20至25个子
组为止。注意，在收集原始数据的过程中，过程不得间歇地受到外来因素的不当影响，如原材料的供给、

操作方式、机器设置等方面的变化 换言之，在收集原始数据时，过程应该呈现出一种稳定状态

11 建立控制图的步骤

    11. 1至11. 5给出了有关标准值未给定情形下建立了图和R图的步骤。它们用12. 2中一个示例

的形式来描述。建立其他控制图时，基本步骤相同，但用于计算的常数有所不同(见表1和表2)。标准控

制图表的一般格式如图4所示。根据过程控制实际情况的特殊需求，可以对此表格进行修改。

11. 1 若预备数据未依照规定计划按子组来获取，则依照在10.3中所述的合理子组准则，将整批观测

值分解成子组序列。这些子组必须具有相同的结构和大小。任一子组的样品都应具有某个被认为是重

要的共性、例如在同一个短时间间隔内生产的单位产品，或是来自若干个不同来源或位置之一的单位产

                                                                                                                                                                    11
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品。不同的子组应反映产生这些产品的过程的可能或可疑的差别，如不同的时间间隔、或不同的来源或

位置。

11.2 计算每个子组的平均值X和极差Ro

11.3 计算所有观测值的总平均值 X和平均极差Ro

11.4 在适当的表格或图纸上绘制一张X图与一张R图。用左侧纵坐标表示X和R，用横坐标表示子

组号。在平均值图上点绘X的计算值，在极差图上点绘R的计算值。

                                                                控制图

工序 样本量 特性

规范:USL
      LSL

日期 部门 质量管理员

理 一

曰 _

卜彝彝纂
圳 攀葬纂率二羹羹羹羹纂葬鬓羹纂彝
RS
聋葬丰美三昌拳拳葬拳袭 斗幸袭聋幸幸拓幸幸葬至幸封幸

羹羹羹囊羹 羹羹羹羹羹Ep
子组号 口同冈同曰冈曰冈同同 11国网同国同同同同同同 2223同同
1一}}一}I一}一} 一}}一}}}一}}一}一 }一 }一}一}}一}一}门
2 }一 一}一} 一}}一}}}} }一}一}}一}一}{}一}一 }一}一}门
3 }一 一} } }门 门
4}}一 } } }门 曰
5 曰 曰

求和 }}{}一}一}}一门 曰门门 门
卜均值网曰 下下 口门门 门
极差R口口口口口口口口口口 口口]口门门]]门门门门门口

                                  图4 控制图表的一般格式

11. 5 在上述每张图上分别画出表示 X和R的水平实线。

11.6 在上述图上标出控制限。在X图上于 X士ASR处作两条水平虚线，而在R图上分别于D仄和

D仄处作两条水平虚线，这里A,Da和D‘与子组大小n有关，于表2中给出。无论何时，只要n小于7>

R图上就不需要标出LCI项，因为这时D，的值设为零。

12 计f控制图示例

12.1 叉图与R图:标准值给定的情形

    茶叶进口商的生产经理希望通过控制分装过程使每包茶叶的平均重量为100. 6 g。根据类似的分装
过程，假定该过程的标准差为1.4 go
    12
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    由于标准值已给定(Xa= 100.6,ao=1.4)，所以，利用表1给出的公式和表2中n=5行对应的系

数A,姚,Da,D�能立即建立均值控制图和极差控制图。

    X图

    中心线=Xo
            =100. 6 g

    UCL=Xo+Aao

=100. 6+ (1. 342 X 1. 4)

=102.5 g

    LCL =X,-Aao

          -100.6一(1. 342 X 1. 4)

          =98. 7 g

    R图

    中心线=d,ao
              =2. 326X1.4

            =3. 3 g

    UCL =Dzao

            = 4.918X1.4

          =6.9g

    LCL =D,ao

        =0X1.4(由于n小于7，故不标出LCL)

    现选定子组大小为5的25个子组，计算各子组的平均值和极差值(见表6)，并绘制算出的控制限

(见图 5),

    图5的控制图表明，该过程对于预期的过程水平失控，因为在戈图上出现了连续13个点低于中心

线，在R图上出现了连续16个点高于中心线。对于引起这种长序列的平均值偏低的原因应加以调查并

消除 。

                                        表 6 茶叶分装过程
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表 6(完 )

子组号
子组平均值

    R

子组极差

    R

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

99. 6

99.3

99.9

100.5

99.5

100.1

100.4

101. I

99.9

99.7

4 1

4. 7

5. 0

3.9

4.7

4. 6

4. 4

4.9

4. 7

3.4

 
 
 
 
 
 

例
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

咭玉

袄
恻
救
卜

U C I. =102. s

x.=100.6

LCL=98.7

IJCI,=6. 9
气
绷

娜

Ro=3.3

子组号

                              图 5 表6中数据的平均值与极差图

12.2 X图与R图:标准值未给定的情形

    表7中给出了某种插塞外径的测量值。每隔半小时取4个观测值，总共20个子组。表7给出了子

组平均值和极差。规定的上容差限为0. 219 dm，下容差限为。.125 dm。目标是评估过程性能，并控制过

程位置和离散程度，从而使过程满足规范要求。

弓 艺X
A=k

3. 847 5

    20
= 0. 192 4'1

采用说 明:

I I ISO 8258;1991国际标准中 X的计算中间过程Z, X= 3.848。有误，本标准更正为Y,X=3.847 So
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二 ER
八一币t

0.573 4

    20
= 0.028

    第一步是绘制R图并评估控制状态。

    R 图

    中心线=R

              二 0.028 7

      UCL=D,R

                  =2. 282X0.028 7

                  =0. 065 5

      LCL =D,R

            =0X0.028 7(由于n小于7，故不标出LCI. )

    所乘系数D�D;的值由表2中n=4行中查得。由于表7中的R值都位于R图的控制限内，故R图

显示出过程处于统计控制状态。因此，R值现在可用来计算X图的控制限。

    X 图

      中心线=X

                =0. 192 4

      UCL=X +AZR

              =0. 192 4+ (0.729X0.028 7)

              二 0.213 3

      LCL=X一A2R

              =0. 192 4一 (0.729X0.028 7)

              =0. 171 5

    系数A:的值由表2中n=4行查得。X图和R图绘制于图6中。检查X图，发现最后3点失控。这

表明变差的某些可查明原因可能在起作用。如果控制限是根据前面的数据来计算的，则从第18点起就

需要采取行动。

    在该点，采取适当的补救措施以消除可查明原因并防止其再次出现。通过剔除失控点，也就是子组

号为18,19,20点的值，建立修正控制限，继续实行控制图方法。X,R的值和控制图线按以下公式进行

重算 :

，、。从 万 艺X
78;lr.lra p'J人 =几厂

3.344 9

    17
=0. 196 811

修正后的*_碧

          一0. 527 217一。.031。
修正后的X图

        中心线 =X =0. 196 8

采用说明

1] ISO 8258:1991国际标准中修正后的X的计算中间过程名X=3.345 4有误，本标准更正为艺X=3.344 9
                                                                                                                                                              I5
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        UCL=X +AzR

                =0. 196 8+ (0.729X0.031 0)

                  =0. 219 4

        LCL=X 一 A2R

                二0.196 8一 (0. 729 X 0. 031 0)

                  =0. 174 2

修正后的R图

        中心线=R

                    =0. 031 0

          UCL =D,R

                  = 2. 282 X 0. 031 0

                  = 0. 070 7

        LCL =D,天

              =0X0.031 0(由于，小于7，故不标出LCL)

修正后的控制图如图7所示。

                          表7插塞外径的生产数据}1

子组号
直径

平竺值
  入

极差

  RX, X, X, X,

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

0.189 8

0. 2012

0. 221 7

0. 183 2

0.169 2

0. 162 1

0.200 1

0.240 1

0.199 6

0.178 3

0.216 6

0. 192 4

0. 176 8

0. 192 3

0. 192 4

0. 172 0

0. 182 4

0.181 2

0.170 0

0. 169 8

0.172 9

0. 191 3

0.219 2

0.181 2

0.226 3

0.183 2

0.192 7

0.182 5

0.198 0

0. 171 5

0. 174 8

0. 198 4

0. 198 6

0. 187 6

0. 199 6

0. 194 0

0.179.0

0.158 5

0.156 7

0. 166 4

0.206 7

0. 187 8

0.207 8

0.196 3

0.206 6

0. 191 4

0.216 9

0. 191 0

0.207 6

0.182 9

0. 196 0

0. 237 7

0. 224 1

0. 190 3

0.212 0

0.211 6

0. 187 6

0.1699

0. 169 4

0.170 0

0.189 8

0. 192 1

0.198 0

0.180 0

0.209 1

0.178 3

0.208 2

0. 226 4

0. 202 3

0. 196 1

0.192 3

0.200 3

0. 202 2

0. 198 6

0.216 0

0. 232 0

0.182 1

0.1680

0. 170 2

0. 160 0

0. 189 8

0. 193 1

0. 211 7

0.185 2

0.202 8

0. 178 8

0. 204 5

0. 210 0

0.201 9

0.182 2

0. 194 9

0. 207 2

0. 200 4

0. 192 2

0.205 0

0.202 4

0.182 8

0.工694

0. 166 6

0. 166 6

0. 033 8

0.013 4

0.023 7

0. 016 3

0.057 1

0.029 3

0.024 2

0.057 6

0. 009 6

0. 024 6

0.041 8

0. 045 3

0.047 3

0.011 0

0.023 6

0. 060 0

0.008 6

0.022 7

0.013 5

0.010 0

采用说 明

1] ISO 8258:1991国际标准表 7中均值 X列第 5行 。.203 3与第16行 。204 9数据计算有错误 本标准分别更正

    为0.202 8和 0.202 4

16
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0.22

0.21

0.2

0.19

0.18

0.17

0.16

IJCL -0 . 2133

次
理
城
卜

x =0.1924

LC L -0 .1715

0.07

0.06

0.05

0.04

0.03

0.02

0.01

0

U CL -0

嗽

荆

娜

R -0 .0287

                                                  子组号

图6 表7中数据的平均值与极差图

0.22

0.21

0.2

0.19

0.18

0.17

0.16

UCL-0.2194

队
侧
绷
卜

x =0.1968

1.(',1. =0.1742

0.07

0.06

0.05

0.04

0.03

0.02

0.01

0

U C I. =0. 0707叫
荆

娜

R -0 .0310

一一一J一一J一一习一一 II I 一一J一一二一
        2    4    6      R   10   12   14   16

子组号

                      图7 表7中数据的修正后的平均值与极差图

由于过程相对于修正后的控制限呈现出统计控制状态，于是就可以对过程能力进行评估口

计 算

Pcl_1里宝g PCI 叁                =UTL-LTL=
                                    过程离散程度

式中沂由R/di=0. 031 0/2.059=0. 015 1估计。
    常数d，的值由表2中n=4行查得。



Gs/T 4091-2001

于是

PCT=
0. 219 0- 0.125 0

    6X0.015 1

0.094 0

0.090 6
=1. 037 5'1

    由于PCI大于1，故过程能力可认为是足够的。但经严密检查就能看出，就规范而论，过程中心的位

置并不合适，大约有11.8%的单个值超出上容差限。所以，在固定的控制图参数建立之前，应采取行动

调整过程的中心位置，从而使过程保持为统计控制状态。

12.3 单值(x)与移动极差(R)控制图:标准值未给定的情形

    表8给出了连续10批脱脂奶粉的样本“水分含量百分比”的实验室分析结果。将一个样本的奶粉作

为一批的代表，在实验室情况下对其成分特性进行分析测试，如脂肪、水分、酸度、溶解指数、沉积物、细

菌、以及乳清蛋白。希望将该过程的产品水分含量控制在4%以下。由于发现单批内的抽样变差可以忽

略，因此决定对每批只抽取一个观测值，并以连续各批的移动极差作为设置控制限的基础。

节 2.9+ 3. 2+ ⋯ + 3. 5
A=— 10一一一

一34.510一3.45
下 0.3+ 0.4+ 一 + 0.1
三、 二二二 —

= 0.380o

    移动极差(R)控制图

            中心线一R

                          = 0. 38

            UCL =D<R

                        = 3. 267 X 0. 38

                        = 1. 24

            LCL =DR

                  =0X0.38(因为，小于7，故不标出LCL)

    系数D，和D 的值由表2中按，}=2行查得，由于该移动极差图已呈现出统计控制状态，于是可进

行单值控制图的绘制。

    单值(x)控制图

            中心线=了一3. 45

            UCI=万+凡灭

                      =3.45+ (2.66只0.38)

                            =4. 46

            LCL=了一Ei反

                    二3.45一(2.66X0. 38)

                        = 2. 44

    控制限公式和系数E:的值分别由表3和表2给出。控制图绘制于图8中。该控制图表明过程处于

统计控制状态。

    采用说明

    11 ISO 825811991国际标准 PCI计算的中间过程 6 X 0. 0151 = 0. 091 0和计算结果PCI=1. 033 0有计算错误，本标

        准分别更正为 0.090 6和1.037 5
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5

4.5

4

3.5

3

2.5

2

UCL =4. 46

X =3. 45

袄
五
今
冲
叫
翻
工
叭
长

LCL=2.44

:.: UCL=1.24

R =0.38

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

口
U

6

d

门
‘

 
 
I

D

0

0

0

0

叱
荆

娜

称

协

          1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

                                                          批号

      图8 表8中数据的单值(X)控制图

表8 连续10个脱脂奶粉样本的水分含量百分比

划
-01

    批 号

X:%水分含量

  R移动极差 3.    10.4      0. 7 3. 50.3
3 6 I 3。

12.4 中位数图:标准值未给定的情形

    某机器生产电子盘片。规定的厚度为。. 007-0. 016 cm。每隔半小时抽取样本量为5的样本，记录

其中心厚度((cm)，如表9所示。拟建立一个中位数图以达到控制质量的目的。中位数值和极差值也一并

在表9中给出。

    子组的中位数平均值和极差平均值计算如下:

    Me-二子组中位数的平均值
          12+10+12+--- +11

                          15

1_7215=11. 47
R=平均极差

    6+5+7+二 十7
                15

一861_5一5. 73
极差图计算如下:

R图

中心线=R

        = 5. 73

  UCL =D4R

          =2. 114火5.73

          二 12.11

  LCL =D,R
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          =0X5.73(由于n小于7，故不标出LCL)

    系数D。和D‘的值可由表2中n=5查得。由于该极差图已呈现出统计控制状态，于是能按此求出

中位数控制图的控制线。

    中位数控制图

        中心线二Me= 11. 47
        UCLM,=Me+A4R

                  =11.47+ (0.69X5.73)

                    = 15. 42

        LCL =Me一A,R

                =11.47一 (0.69X5.73)

                  = 7. 52

    系数A。的值由表4中n=5行查得，中位数图如图9所示。从图中显然可见，该过程呈现了统计控

制状态 。

UC L = 15.42

隆
︸
峨
却
丹

M e 二 11.47

7.52

--12 11

LCL

UcL

J
，

n
‘

卜U

1

1

，

1

，

1

 
 
嗽
翎

娜

R =5.73

3    5    7    9    11    13    15

                                            子组号

图 9 表 9中数据 的中位数图与极差图

表9 云母盘片厚度的控制数据 单位:0. 001 Cm

子组号
厚 度 中位数

  Me

极差

  KX, X, X, X4 X,

1

2

3

4

5

6

7

8

g

10

14

11

11

16

15

13

14

11

14

12

8

10

12

12

12

8

12

10

10

10

12

13

16

17

14

15

13

8

12

12

12

8

14

15

10

15

10

16

9

14

8

10

9

13

7

8

16

10

7

10

12

10

12

15

12

13

13

10

10

12

6

5

7

5

8

7

6

8

7

4

20
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表 9 (完) 单位:0. 001 cm

子组 号
厚 度 中位数

  n生e

极 差

  KXl X2 X， X‘ X6

11

12

13

14

15

10

10

8

13

7

12

10

12

8

8

8

8

10

11

14

10

8

S

14

13

12

10

10

12

11

10

10

10

12

11

4

2

4

6

7

13 计数控制圈示例

13.1 p图和np图:标准值未给定的情形

    表10的数据给出了对小型开关使用自动检测装置进行全检所发现的关于开关失效的每小时不合

格品数。小型开关由一自动装配线生产。由于开关失效是严重质量问题，故不合格品百分数用来识别装

配线在何时失控。收集25组数据作为预备数据(见表10)，绘制p图。

    p图的中心线和控制限计算如下，并绘制于图10中。

    p图

                    中心线=p
                                    8+ 14+ 二 + 14

                                                4 000 X 25

  269

100 000
= 0.002 7= 0. 27 Yo

UCL =p十3丫凡1一p)/n

=0.002 7+ 3了0.002 7(1一 0. 002 7)/4 000

一0. 005 2= 0.52

LCL一p一3  /p(1一p)/n

                                =0. 002 7一 3 ,0.002 7(1一 0. 002 7)/4 000

                              一0.000 2“ 0. 02%

    控制图表明，尽管每小时不合格品百分数比较大，开关的质量仍处于统计控制状态。于是这些控制

限可用于未来子组直至过程发生变化或失控。注意，由于过程处于统计控制状态，不改变过程而作出任

何改进是不可能的。仅仅告诉工人“更注意点”是不够的。

    如果对过程作了改进，则对未来子组必须重新计算出不同的控制限以反映改变后的过程性能。若过

程已得到改进(p值更低)，则使用新的控制限;但若是过程变坏了((p值更高)，就应查找另外的可查明
原 因。

    注意，np图同样也适用于这些数据，因为所有的样本大小相等。np图的计算如下，控制图见图ii.
    np图

                      中心线二np

8+ 14+ 一 + 14

          25
10.76

UCL =np+3 l1np(1一p)

一 10. 76+ 3 ,10.76(1一 0. 002 7)一 20.59

UCL一np一“N np(1一n)
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=10. 76一 3 10.76(1一 0.002 7)= 0. 93

0.6

0.4

0.2

0

U CL = 0. 5291

P 二0.277

LCL =0. 027

截
求
恤
咀
卑
如
冷

20

25T-41$
图1。 表10中数据的p图

UCL二20.59

‘
d

们
U

勺
~

2

截
暇
垮
巾
冷

. P = 10.76

1.(.f. = 0. 93

10 2O

25。}IW}
图 11 表10中数据的np图

  表10开关的预备数据

子组号
检查的开关数

              凡

不合格开关数

      np

不合格品百分数

        p

  1

  2

  3

  4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

工7

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

8

14

10

4

13

9

7

11

15

13

5

14

12

8

15

11

9

0.200

0. 350

0. 250

0. 100

0.325

0. 225

0. 175

0. 275

0. 375

0. 325

0. 125

0.350

0.300

0. 200

0. 375

0. 275

0.225

22
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表 10(完)

据

  P图:标准值未给定的情形

在一个生产收音机晶体管的制造公司，决定建立不合格品率P图。已经收集和分析了1个月的数

每天生产结束后，在当天的产品中随机抽取一个样本，并检查其不合格品数。数据如表11所示。

表n给出了每个子组的不合格品率。月平均不合格品率计算如下:

不合格品总数
被检产 品总数

_2333 893一 0.060

由于子组大小各不相同，故对每个子组根据下式分别计算其UCL和LCL:

P士3丫  p(1-p)n
式中:n为子组大小。

    表11也给出了这些数值。可以看出，为每个子组标绘其UCL和LCL值是相当耗时的工作。但是，

从表11中能观察到.子组号17和26的不合格品率已超出了相应的上控制限。将这两个子组从数据中

剔除，因为其数据表明，这两个子组已受到了与其他子组不同的变差原因的影响。若在计算中将该数据

包含在内的话，会导致夸大过程平均水平和控制限，从而使得控制限不能正确地反映真实的随机变差。

应及时查找导致这两组数据值偏大的原因，以便采取纠正措施防止其再次发生。根据保留下来的24个

子组值计算出修正后的平均不合格品率:

_1953 596= 0. 054

    利用修正后的万值，计算每个子组的修正后的UCI和LCL值，于是可以发现，所有的不合格品率

都位于其相应的控制限以内。因此，修正后的P值就可作为建立控制图的标准不合格品率。即Po=

0.054,

    正如上面所提及的，对子组大小各异的每个子组标绘其上控制限的是费时而枯燥的过程。但是，由

于各子组大小对平均子组大小的偏离并非很大，而平均子组大小为150,所以可以用子组大小n=150

作为平均子组大小，来标绘修正后的P图(用po=0. 054)的上控制限。

    于是，修正后的P图控制线计算如下:
    修正后的P图

    中心线=po=0. 054

UCL =po士3搏尹
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  一。·054+3丫0. 054 X 0. 946150 一。.109

LCL =p。一3了   po(1-po)n

  一。·054一3/0. 054 X 0. 9463'V      150(由于下控制限不可能为负数，故不标出下控制限)

修正后的p图绘制于图12中。该图表明，过程处于统计控制状态。

                      表n 收音机晶体管的户图(初始数据)

子组号 检查数
不合格品数

    np

不合格品率

      p

UCL LCL

1

2

  3

4

5

6

  7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

158

140

140

155

160

144

139

151

163

148

150

153

149

145

160

165

136

153

150

148

135

165

143

138

144

161

11

11

8

6

4

7

10

11

9

5

2

7

7

8

6

15

18

10

9

5

0

12

10

8

14

20

0.070

0.079

0.057

0. 039

0. 025

0.049

0.072

0.073

0.055

0.034

0.013

0.046

0. 047

0. 055

0.038

0. 091

0. 132

0. 065

0. 060

0. 034

0.000

0.073

0.070

0.058

0.097

0. 124

0.117

0.120

0. 120

0. 177

0.116

0. 119

0. 120

0. 118

0.116

0.119

0.118

0.118

0.118

0.119

0. 116

0. 115

0. 121

0.118

0.118

0.119

0. 121

0. 115

0.120

0.121

0.119

0. 116

0.003

0.000

0.000

0.003

0. 004

0.001

0.000

0.002

0.004

0.001

0.002

0.002

0. 002

0.001

0.004

0. 005

0.000

0.002

0.002

0.001

0.000

0. 005

0.000

0.000

0.001

0.004

总计 3 893 233

24
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u c】 =0.109

Po=0.054
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认

氏

 
 
璐
电
农
巾
冷

                          0     --7一一门一一万~一门一一7一一勺---门一一门一一门一一于一一门一一门一

                                            2    4    6   8       10   12   14   16   19   21   23   25

                                                                                                  子组号

                              图12 表11中数据的修正后P图

13.3 c图:标准值未给定的情形

    一录像带制造商希望控制录像带中的不合格疵点数。录像带按4 000 m的长度生产，连续对来自某

个过程的20卷录像带(每卷长350 m)进行表面检查，得出不合格疵点数的数据。对此生产过程的一个

终端进行了研究 。

    为了控制该生产过程，打算用c图点绘不合格疵点数。表12给出20卷录像带的有关数据，作为建

立c图的预备数据。

    下面计算中心线和控制限，并将结果标绘于图13中。

    c图

中心线=c
7+1+"""+6

      20

 
 
乳

 
 
一-

68
一20

 
 
一-

UCL =c+3方
    =3.4+3 万飞一8.

LCL一‘一“石.
    =3. 4一3 ,/东万

(由于下控制限不可能为负值 ，故 不标出下控制限)

  10 一一一一一一一一一一一一一一UCL=8.9
公 。] .

嚣6}、 ， 入 _1人 入 1-10_
K -:士大万了大了戈万I'-- 广飞丁广一 一4

20alu
图13 表12中数据的‘图

表12录像带的预备数据11

I一不荟      Vs百       I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I81  F00t9E, t     7   1   2   5   0   6 2   0粉宋一123帘15  166   3洲18  19  20  Ai}3   5   6   68
      采用说明 :

    11 180 8258:1991国际标准中，表 12的部分数据与图13中的描点位置不一致，本标准对表 12的部分数据作了调

        整 ，使 图和表取得 了一致。
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13.4 单位产品不合格数图:u图

    在某轮胎生产厂，每半小时抽检15个轮胎，记录下总不合格数和单位产品不合格数。决定建立u图

(单位产品不合格数图)来研究过程的控制状态。表13给出了有关数据。

    根据表13，按以下方式计算u值的平均值。

    用总不合格数(表13中c值行)除以被检产品总数(如14X 15):

石=亚
      艺n

    55

14 X 15
= 0.26

        中心线=u = 0.26

      UCL =u+3

              =0.26+3 ,/0.26八5=0. 65

      LCL一“一“丫u/n
              =0. 26一3了0.26/15

(由于下控制限不可能为负数，故不标出下控制限)

图14中标绘出了数据点和控制线。

此控制图表明过程处于统计控制状态。

注意，由于每个子组大小为常数，故这里也可采用c图代替u图。

UCL=0.65

﹄了

6

5

通
J

3

介
山

1

众

氏

众

认

让

众

众

0

 
 
 
 

彭
沈
巾
冷
呢
礼
划
锌

10     12     14

子组号

图14 表13中数据的u图t1

表 13 轮胎厂的单位产品不合格数(每个子组检查的单位产品数n=15)

采用说 明

1] ISO 8258:1991国际标准中，图 14的子组号 14描点位置有误，本标准已更正.
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